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東北大学技術紹介

光学特性の評価方法
メタマテリアル(微細凹凸構造)の品質チェックを

容易に行えます

概要

微小な単位構造の周期配列からなるメタマテリアルは、そ
の単位構造に欠陥が生じると、所望の光学特性が得られな
い場合がある。そのため従来より種々の品質評価方法が用い
られているが、従来の品質評価方法では大面積を効率よく低
コストで判別する手段がなく新しい手法が望まれていた。
本発明はメタマテリアルに代表される周期構造体に入射し

た光から得られる回折像に、位相の情報を加えることで得られ
る再構築像の欠陥から、光学特性の品質を予測することがで
きるため、従来技術に比して、安価で品質評価にかかる時間
を短縮でき、最終的にはコスト低減できることが期待できる発
明である。

応用例

 メタマテリアルの特性予測、品質確認
 微細構造を有する特殊部材の特性予測、品質確認
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